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E.2 Modifizierte Vorzeichenfunktion

Funktion zur Berechnung des Vorzeichens einer reellen Zahl z in Abhangigkeit von den positiven reellen
Zahlen u und I:

1 if zzu
sgm(z, L, u) =4—1 if z < -—L
0 otherwise

E.3 Wurzelfunktion

Funktion zur Bestimmung des Schnittpunktes des untersuchten Profils mit der Bezugslinie durch lineare
Interpolation:

(xa:xb) lf
(Xq'Zp=Xp'Zq)
(zb—24a)

Zy = Z,
root(x,, g, Xp, 2p) =

’

min (max ( ,xa) , xb) otherwise

mit x,,z, € R und xy,,2z, € R als den Koordinaten des Profils, dessen lineare Verbindung die Bezugslinie

schneidet.

ANMERKUNG 1 Falls der Schnittpunkt auflerhalb des Intervalls [x,, x; ] liegt, wird anstelle des Schnittpunktes die
dazugehorige Intervallgrenze verwendet.

E.4 Teil 1—Berechnung von Hiigeln und Tdlern innerhalb der Messstrecke

In diesem Teil wird ein Algorithmus fiir den Nachweis von Hiigeln und Talern mit willkiirlich gewahlter
Hohe und Tiefe innerhalb der Messstrecke festgelegt. Das Ergebnis ist eine Abfolge HD von Hiigeln und
Talern.

ANMERKUNG 1  Siehe Bild E.1.

ANMERKUNG 2 Der Wert Oy muss fiir primére Profilparameter 0,01 % von Pp, fiir Rauheitsprofilparameter 0,01 %
von Rp und fiir Welligkeitsprofilparameter 0,01 % von Wp betragen.

ANMERKUNG 3 Der Wert O, muss fiir primére Profilparameter 0,01 % von Pv, fiir Rauheitsprofilparameter 0,01 %
von Rv und fiir Welligkeitsprofilparameter 0,01 % von Wv betragen.
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Anfang Teil 1

Nyp:=0,i:=1,j:=2

nein

nein

['ZH S0ynzz -0p)
v

(2.1 2-0pAz;s Oy)

k= arg maxk:,ﬂ_}/,[(|zk|)
t:= sgm(zkh, min(0p, H;), min(0p, H,))

HDn”D 1= {t' |Zkh|1 fuf'l}
[=jyp=ngp+1
B
\ 4
J=i+l

ky, :=arg max,_; (|2,
t:= sgm(zi‘,h , min(0,, H}), min(0,, H,))
HDHHD REAL7 12’%" i, n}
Myp = Nyp + 1

Ende Teil 1

Bild E.1 — Teil 1: Nachweis der Linieniiberschreitung

E.5 Teil 2—Spitzenhéhen-Unterscheidungsvermoégen und Senkentiefen-
Unterscheidungsvermogen

In Teil 2 wird ein Algorithmus fiir die Eliminierung unwesentlicher Hiigel und Téler unter Anwendung der
Profilspitzen-Hohenunterscheidungsvermoégens und des Profilsenken-Tiefenunterscheidungsvermogens

festgelegt.
ANMERKUNG 1 Siehe Bild E.2, A.

ANMERKUNG 2 Die Mindesthéhe von Profilspitzen H, muss fiir primére Profilparameter 10% von Pp, fiir
Rauheitsprofilparameter 10 % von Rp und fiir Welligkeitsprofilparameter 10 % von Wp betragen.

ANMERKUNG 3 Die Mindesttiefe von Profiltdlern H; muss fiir primire Profilparameter 10% von Pv, fir
Rauheitsprofilparameter 10 % von Rv und fiir Welligkeitsprofilparameter 10 % von Wv betragen.
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E.6 Teil 3—Vereinigung von benachbarten Hiigeln oder benachbarten Talern

In Teil 3 wird ein Algorithmus fiir die Vereinigung benachbarter Hiigel oder benachbarte Taler nach
Anwendung des Hohenunterscheidungsvermoégens fiir Profilhiigel und des Tiefenunterscheidungs-
vermogens fiir Profiltiler festgelegt. Das Ergebnis ist eine Abfolge HD von benachbarten Hiigeln und Talern
oder benachbarten Talern und Hiigeln.

ANMERKUNG1  Siehe BildE.2, B.

ANMERKUNG 2 Der Hochstwert-Operator zwischen H, und Oy sowie H; und O, wird bendtigt, falls Oy und O,
Konstanten sind.

Anfang Teil 2 Anfang Teil 3

k;:n”D k::n,,n

A

HD,.t=-1
A

(HD.h < max(0p, H)))

HD, ,.h := max(HD,_,.h, HD,.h)
HD, ,i.:= HD i,
l6schen von HD,,

Nypi=Ngp-1

HDpt=1
A

(HD).h < max(0yy, H,))

Y
l6schen von HD,,

Nygp == g1

nein

Y
Ende Teil 2 Ende Teil 3
p o (nerenz) g (Eerens)

Legende
A Hohen- und Tiefenunterscheidungsvermdogen zur Eliminierung von unwesentlichen Hiigeln und Talern
B Vereinigung von verbleibenden benachbarten Hiigeln oder benachbarten Talern

Bild E.2 — Teil 2: Nachweis von wesentlichen Hiigeln und Télern; Teil 3: Vereinigung von
benachbarten Hiigeln oder Tilern
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E.7 Teil 4— Berechnung von Profilelementen

In Teil 4 werden die einzelnen Abstinde Xs; und die Hohe Zt; von Profilelementen berechnet. Profilelemente
werden vom Anfang bis zum Ende der Messstrecke und umgekehrt bestimmt.

Anfang Teil 4

m:=0,k:=2 ki=ny,-1

ANMERKUNG Siehe Bild E.3.

nein

ja
i:=HD.iy, j = HDy 5.l i:=HDy 50, j:= HDd,
X;i= 1-oot[xj,1, Zip X z,) X = mot(xr, Zy X Z,H.)
X;i= root[xjrl, Zip X, Zj] X;i= roor[xj, Zy X g Zjﬂ]
m:=m+1 m:i=m+1
X5y = X-x; Xsp =x- %,
Zt,, = HD, .h + HD}.h Zt, = HD,.h+ HD,_.h
k:i=k+2 k:i=k-2

v

Nppi=m

Ende Teil 4

Bild E.3 — Teil 4: Bestimmung der einzelnen Abstinde und der Héhe von Profilelementen
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Anhang G
(informativ)

Zusammenhang mit dem GPS-Matrix-Modell

G.1 Allgemeines

Das in ISO 14638 angegebene ISO/GPS-Matrix-Modell gibt einen Uberblick iiber das ISO/GPS-System, dessen

Teil das vorliegende Dokument ist.

G.2 Informationen zu diesem Teil von ISO 21920 und seiner Anwendung

Dieser Teil von ISO 21920 enthdlt grundlegende Informationen zur Tolerierung der profilhaften
Oberflachenbeschaffenheit von Werkstiicken. Er stellt die Ausgangsbasis dar und beschreibt die Grundlagen

der Angabe der flichenhaften Oberflachenbeschaffenheit.

G.3 Position im GPS-Matrix-Modell

Dieser Teil von ISO 21920 ist eine allgemeine ISO/GPS-Norm. Die in dieser Norm angegebenen Regeln und
Grundsatze gelten fiir alle Segmente der in Tabelle G.1 dargestellten ISO/GPS-Matrix, die mit einem

ausgefiillten Punkt (¢) angegeben sind.

Tabelle G.1 — Position im GPS-Matrix-Modell

Kettenglieder
A B C D E F G
Uberein-
Symbole Element- Element- stimmung o .
. . Kalibrie-
und anforde- eigen- und Messung Messgerite runeen
Angaben rungen schaften Nichtiiber- g
einstimmung
Grofienmafd
Abstand
Radius
Winkel
Form

Orientierung

Ort

Rundlauf

Profilhafte
Oberflachen
beschaffen-
heit
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Kettenglieder
A B C D E F G
Uberein-
Symbole Element- Element- stimmung -
. . Kalibrie-
und anforde- eigen- und Messung Messgerite rungen
Angaben rungen schaften Nichtiiber- g
einstimmung

Flachenhafte
Oberflachen-
beschaffen-
heit
Oberflachen-
unvollkom-
menheiten
Kanten
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Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards
bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through
ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has
been established has the right to be represented on that committee. International organizations,
governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely
with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described
in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of
ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the
ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any
patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the
ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not
constitute an endorsement.

For an explanation on the meaning of I1SO specific terms and expressions related to conformity assessment,
as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the
Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

The committee responsible for this document is Technical Committee ISO/TC 213, Dimensional and
geometrical product specifications and verification.

A list of all parts in the 1ISO 21920 series can be found on the ISO website.

This part of ISO 21920 replaces the following standards: ISO 4287:1997, 1SO 4287:1997/Amd 1:2009, ISO
4287:1997/Cor 1:1998, 1SO 4287:1997/Cor 2:2005, 1SO 13565-2:1996, I1SO 13565-2:1996/Cor 1:1998 and ISO
13565-3:1998.
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